
RFID 测试方案介绍

R&S 产品支持部

1. RFID技术标准简介:

RFID技术是一种非接触式的自动识别技术，通过使用射频电子设备发射射频

信号，通过空间耦合来自动识别目标对象并获取相关数据。根据工作频段的不同，

RFID可分为低频（LF）、高频（HF）、超高频（UHF）和微波（MW）频段等不同种

类，其对应标准如下：

– ISO 11784, ISO 14223 (LF)

– ISO15693, ISO14443 (HF)

– ISO18000-2 ( LF )

– ISO18000-3 ( HF )

– ISO18000-6 ( UHF )

– ISO18000-4, 5 ( Microwave 2.4G, 5G )

– ISO18092 (NFC)

对于不同的RFID标准，其调制方式、工作模式及作用距离都有所不同，如下

图所示。

HF段以上RFID标准

因为具有不同的工作频段，因此其应用场合都有所不同，如下是不同标准的

技术比较：
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不同RFID标准比较

2. RFID工作原理及系统组成

RFID技术是一种基于无线通信技术的自动识别和数据获取技术。其交互方式

是读写器使用某一种无线传播机制，从而能够识别标签。RFID的基本通信原理如下

图所示：

RFID工作原理

对于RFID系统而言，其主要组成部分包括：标签、读写器、天线。

标签读写器

应用

时钟

能量

数据
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标签为集成电路芯片，它的动力驱动能量是由读写器提供的，读写器产生的

射频载波用于为标签提供能量。

读写器和标签之间的信息交互通常采用“问－答”方式进行。因此需要一个

非常严格的时序关系，这个时序由读写器提供，读写器和标签之间可以实现相应的

数据交换。

天线既要安装在RFID标签上，也要安装在读写器一端。

3. RFID射频测试需求

根据工信部2007.4颁布的RFID测试规范《800/900MHz频段射频识别（RFID）

技术应用规定（试行）》规定的测试项目包括载波频率容限、占用带宽、发射功

率、邻道功率泄露比、杂散发射和最大驻留时间等。

� 载波频率容限：指测量信号的载频频率和它的标称频率数值之间的差值与标称频率数

值的比值；

� 占用带宽：指以指定信道的中心频率为中心，包含发射功率99%能量所对应的频带宽

度；

� 发射功率：对于发射功率，时分系统是指发射时隙内所测得的被测设备的平均功率，

频分系统则是指发射机调制打开状态下测得的平均功率；

� 邻道功率泄漏比：邻道功率是指在按信号划分的系统中工作的发射机，在规定的调制

条件下总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带内的那部分功率。实际测试中相

邻信道指距离测试信道最近的左右各两个信道；

� 杂散发射：指除去带外辐射，由谐波、寄生辐射、交调及频率变换等引起的无用辐射

效应；

� 驻留时间：当工作方式为调频时，在每个频道上所驻留的时间。

另外，根据EPC Global的测试规范，其测试项目还包括：读写器数据编码、

射频包络、射频开关时间、前同步码和帧同步信息等。

4. R&S测试方案（具体测试方案根据实际情况调整，请联系R&S公司产品支持

部）

根据RFID的系统组成，R&S可以提供发射测试、接收测试和天线测试的相应测

试解决方案。如图所示为收发测试及天线测试框图：
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收发测试框图

天线测试框图

4.1发射测试

� 载波频率容限：R&S的系列频谱仪可以通过普通频谱模式和计数器模式两种方法完成载波频

率容限测试，测试框图如下：

频率载波容限测试框图

� 占用带宽：R&S的系列频谱仪都可以提供频域的占用带宽测试，如下图所示：
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占用带宽测试

� 发射功率：对于发射功率，R&S可提供基于频谱仪和功率计的多种测试方案，如下图所示：

发射功率测试

� 邻道功率泄漏比：R&S的系列频谱仪都可以提供频域的占用带宽测试，如下图所示：

邻道功率测试

� 杂散发射：
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杂散测试

� 驻留时间：R&S的频谱仪的K7选件可以测试调频模式下不同频点的驻留时间，如下图所示：

驻留时间测试

� 调制准确性分析： R&S可以提供基于FS-K70的矢量信号解调选件，配合其他测试工具完成

相应的测试项目。如图所示为不同调制方式的调制指标测试结果：
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基于FS-K70的调制准确性测试结果

� 特定数据分析：如果需要对数据传输部分进行分析，可以在测试中加入EL（Evaluation

Line），对特定部分的信号进行分析，如下图红线区域部分所示：

基于K70对特定数据部分分析

� 眼图和星座图测试：K70矢量信号分析选件也可以提供眼图和星座图分析结果，如下图所

示：
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FS-K70提供的眼图分析

FS-K70提供的星座图分析

� ISO15693信号分析：对于符合ISO 15693标准的RFID信号，R&S直接提供相应的分析软件，

配合R&S公司系列频谱仪，完成相应分析，如下图所示：
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符合ISO 15693标准的RFID信号分析软件

4.2接收测试

� 矢量信号源产生激励信号：对于接收机测试，需要由矢量信号源产生相应的激励信号。R&S

信号源可以提供内部存储器，将客户生成的信号转换为可定的ARB文件输出。

ARB选件支持客户自己生成的波形文件

� 对于符合ISO/IEC144432-2 Type A 和ISO/IEC18000-3:2004(E)标准的RFID信号，R&S可以

提供SMU-K6选件，可以直接产生相应标准的信号，如下图所示：
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基于K6选件的RFID信号生成

4.3天线测试

� 天线测试：除以上的发射测试项目外，R&S也可提供RFID系统中的天线测试解决方案，

如下图所示：

基于矢网的天线测试
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5. R&S配置清单

RFID测试仪表配置

注1： √ 推荐配置；(⌂) 可选配置

注2： 测试项目需要配合相应选件完成，部分测试项目需客户提供相应附件及

测试部件；

注3： 具体仪表性能特点及详情，请联系R&S销售工程师或产品支持部，详细

参数见相关产品手册。
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